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Concedemos a RAFAEL BEZ NASCIMENTO este certificado de Frequéncia no Curso

Introducao a Tecnologias de Memoria NAND Flash

Extensiao Universitaria
Local

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos
Instituto Tecnolégico de Semicondutores - Itt Chip

29 e 31 de agosto de 2018 Duracao: 8 horas Sio Leopoldo, 22 de setembro de 2018.
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PROGRAMA

Introducio a Memorias.

Histéria e Aplicagdes de NAND Flash.

Célula Basica: Floating Gate, Operag¢oes, SLC x MLC.
Arquitetura da Memoria NAND.

Interface ONFL

3D NAND.

Controlador de Memoéria NAND.

Dispositivos e Interfaces.

Teste de Memoéria NAND.

Coordenador: Elio Kondo.
Ministrantes: Eleio Kondo ¢ Marcelo de Souga Moraes.

Frequéncia minima exigida: 75%.
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